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buscqueda v marcado de eventos
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Una caracteristica como la busqueda de
eventos dentro de las formas de onda
puede simplificar el anélisis de la senal y
permitir una depuracién mas eficaz de
forma automatica. Las memorias de gran
profundidad para el almacenado de for-
mas de onda son aun mas valiosas cuan-
do se puede buscar dentro de ellas los
eventos de interés de forma automatica.
Esta funcién de busqueda esta destinada
a todas las aplicaciones y en particular, al
anélisis de las memorias DDR.

Los osciloscopios de las series
DPO7000 y DPO/DSA70000 de Tektro-
nix tienen funciones de busqueda op-
cionales que se pueden utilizar para:

* Explorar los datos de las formas de
onda para localizar y marcar las ocu-
rrencias multiples de un evento.

* Explorar con eficiencia multiples ca-
nales para localizar simultdneamente
multiples eventos.

* |dentificar eventos complejos como
las operaciones de lectura y escritura de
las memorias DDR, indicando claramen-
te donde empiezan y dénde acaban.

e Saltar rdpidamente de un evento ya
marcado a otro para obtener una ma-
yor eficiencia en la navegacion dentro
de registros largos.

* Informar con precisién del momento
de ocurrencia de cada evento para po-
der establecer relaciones de correlacién
con otras senales.

* Aislar eventos con rapidez para que
se puedan comparar visualmente con la
funcién de MultiZoom™ .

* Adquirir y buscar continuamente
eventos hasta que se encuentre alguno
de ellos (pseudo-disparo).

* Intercambiar la configuracién del
sistema de disparo con el de busqueda
para permitir la captura en tiempo real
de eventos similares.

Ventajas

El sistema de busqueda y marcado
de Tektronix tienen una estrecha relacién
con el sistema de disparo PinpointTM, ya
gue ambos pueden ser utilizados para
discriminar caracteristicas de las senales.
La busqueda y marcado incluye carac-

teristicas de discriminacion de la forma
de la sefial del disparo PinpointTM y
lo extiende a todos los canales que se
estdn adquiriendo en vivo, a las formas
de onda almacenadas y a las formas
de onda matematicas. Los sistemas de
disparo de hardware detectan eventos de
la senal en tiempo real, proporcionando
la maxima probabilidad de captura. En
comparacion, el sistema de busqueda
analiza los datos almacenados y pueden
volver a procesar las formas de onda
usando diferentes configuraciones para
recopilar informacion adicional. O bien,
es capaz de operar sobre formas de onda
matematicas que aplican funciones tales
como el filtrado o el andlisis espectral.

Considerando que el disparo por
hardware busca un evento cada vez,
el sistema de busqueda puede realizar
una exploracién para localizar malti-
ples tipos de eventos simultaneamente.
Por ejemplo, buscar violaciones de los
tiempos de “Setup&Hold” en multiples
canales. Otro ejemplo es la exploracion
simultdnea del comienzo y del final de
los trenes de pulsos como en el caso de
las formas de onda de lectura o escritura
de datos en memorias de tipo DDR.

Junto con una elevada frecuencia
de muestreo, los métodos de busqueda
pueden proporcionar mejor resolucion
que los métodos de disparo basados en
hardware cuando se trabaja con veloci-
dades extremas de sefializacion.
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Introduccion al
sistema de busqueda y
marcado

Las funciones de busqueda y mar-
cado son nuevas y poderosas herra-
mientas que permiten a los disenadores
hacer frente a los desafios de la inte-
gridad de la sefal y la temporizacion.
Estas caracteristicas proporcionan una
flexibilidad sin precedentes y una mayor
precision para localizar caracteristicas
de la sefal que son de interés. Esto
se traduce en una mayor eficiencia en
la depuracién y una percepcion mas
profunda en el anélisis de las formas
de onda.

La figura 1 presenta las caracte-
risticas y ventajas de las funciones de
busqueda y marcado en un escenario
tipico de depuracion. La visualizacion
mediante la adquisicion rapida (Fast-
Acq) revela problemas potenciales en
una sefal. Los eventos poco frecuentes
estan resaltados y se puede observar
que de vez en cuando hay flancos fuera
de su sitio.

Cuando hay espurios sospecho-
sos o transiciones corruptas de la
sefial, se puede utilizar el disparo
Pinpoint® para aislar los pulsos mas
estrechos que el valor nominal del
sistema. De este modo, se detecta el
evento espurio, como se muestra en
la figura 2.
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A continuacion, se aplican las
funciones de busqueda y marcado
para comprender mejor lo que esta
sucediendo y aportar pistas sobre
la causa raiz. La figura 3 muestra la
configuracién de los controles para
utilizar la funciéon de busqueda.

Ahora que la busqueda se ha defini-
do, la pantalla se actualiza para indicar las
ubicaciones de los eventos encontrados.
La figura 5 muestra los resultados para
una forma de onda de 5 Mmuestras. Se
ha realizado la busqueda de impulsos
positivos con un ancho menor de 4 ns.

Search - Select

Conjunto de métodos
de busqueda

Los controles de busqueda y mar-
cado se organizan en grupos median-
te pestanas (Select, Configure, Results)
en la parte izquierda de la pantalla. Los
métodos de busqueda disponibles se
corresponden con cada tipo de dispa-
ro Pinpoint. La figura 3 muestra una
paleta de métodos adecuados para el
aislamiento de una amplia variedad
de defectos de integridad de la sefal
y de los problemas relacionados con
ella, incluyendo las violaciones de los
tiempos de “Setup&Hold”. En la figura
4, se selecciona 'Glitch’ dentro del
menu de busqueda y el usuario puede
configurar los pardmetros para esta
busqueda.

Search - Configure
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Los valores para el nivel de disparo y
el ancho de pulso se pueden ajustar utili-
zando los controles de ajuste o el teclado
numérico. En este caso se utiliza la funcién
de copia de la configuracién del disparo
(Settings Copy) para copiar directamente
la configuracion del disparo ‘Glitch’ en la
funcién de blsqueda con solo tocar un
botédn. Esto ahorra tiempo y reduce erro-
res cuando se pasa del sistema de disparo
en tiempo real al sistema de busqueda.
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El bloque de simbolos de color verde
claro en la parte superior de la pantalla
por encima de la forma de onda (figura
5) es en realidad una coleccién de marcas
individuales colocadas por la funcién de
busqueda que indican los eventos que
han cumplido con el criterio de busque-
da. Aunque la forma de onda parece
uniforme, la funcion de busqueda ha
encontrado muchas coincidencias para la
condicién ‘Glitch’. Comienzan en el cen-
tro de la pantalla, ya que es la posicion
del disparo en la pantalla y el disparo se
configurd también para detectar espurios
(glitches) con el mismo criterio.

Controles de
navegacion

En la figura 6 se utiliza la pantalla
con el zoom aplicado para examinar
con mas detalle los eventos marcados.
Los controles de navegacién ‘Previous/
Next' (anterior/posterior) en la parte
derecha de la pantalla sirven para selec-
cionar la marca que se desea visualizar.
La parte superior de la pantalla muestra
el registro de toda la adquisicion hecha

Figura 3.

Figura 6.

Figura 4.

Figura 5.
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Figura 7.
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con 5 millones de muestras y que abar-
can un tiempo de 100us en este caso.

En la parte inferior se muestra la
marca 2 centrada en la parte de la
pantalla correspondiente a "Zoom 1'.
La parte de la pantalla correspondien-
te a "Zoom 1" abarca solo un tiempo
de 1is por lo que muestra el drea en
torno a la marca 2 con mas detalle. Se
puede incrementar el factor de zoom
para proporcionar detalles adicionales
o disminuirlo para tener una visibn mas
general. En este caso las marcas dela 1
ala 4 se pueden comparar toscamente.
Por otro lado, se puede advertir una
aparente periodicidad de estos eventos,
lo cual puede ser una posible clave para
descubrir su causa.

Mueva el cursor aqui.
...Controles

En la figura 6, un usuario ha nave-
gado hasta la marca 1y luego presion6
el botén “Bring Cursor to Mark: Cursor
1". Esto activo los cursores de la forma
de onda y colocé el cursor 1 en la marca
1. A continuacion, se utilizé el control
“Next>" para navegar a la marca 2 (Mar-
ca2) y se pulsé el boton “Bring Cursor to
Mark: Cursor 2". Esto sitio el cursor 2 en
la marca 2 y proporciond una manera
conveniente para medir el tiempo trans-
currido entre estas marcas. La lectura del
cursor también proporciona informaciéon
de frecuencia (1/At), que en este caso
indica alrededor de 4 MHz.

Tabla Resultados

La pestafia de resultados (figura
7) proporciona informacién adicional
sobre las marcas y los métodos de na-
vegacion. Las caracteristicas de cada
evento estan organizadas en una serie
de columnas. Cada marca aparece en
una fila de la tabla. La columna ‘Loca-
tion” indica cual es el tiempo relativo
de un evento ocurrido con respecto al
punto de disparo.

La columna “Time Delta” muestra la
diferencia de tiempo entre marcas con-
secutivas. Esto puede ser especialmente
util cuando se trata de correlacionar los
eventos con otras sefales y frecuencias
del sistema. Hay que tener en cuenta que
las diferencias de tiempos se muestran
con una resolucién de pico-segundos.
Los valores coinciden con la lectura en
pantalla del cursor, pero muestran mucha
mayor precision.

Results: Mark Table

Index Type Sre | Location

AZ1Z2
Total Marks: 64 A7273

AZ123

Time Delta Descriot

3 Glitth | C1 [494.36ns 000 000 000 247 740 +Glitch: width=1.88ns
4 Gliteh | C1 |742.16ns 000 000 000 247 800 +Glilch: width=1.78ns
E Glitch | C1 |989.96ns 000 000 000 247 800
6 Glitch [ C1|1.238us 000 000 000 247 820 +Glilch: widlh=1.8ns
7 Glitch | C1 ] 1.486us 000 000 000 247 900| +Glitch: width=1.88ns
8 Glitch | €1 ] 1.734us 000 000 000 247 840] +Glitch: width=1.82ns

ug | ne | ps

+Glitch: width=1.8ns

Search Marks

El campo de “Description” es gene-
rado automaticamente por las funciones
de busqueda e incluye informacion des-
criptiva sobre cada marca. La mayoria
de las descripciones incluyen los valores
medidos reales. En la figura 7, la busque-
da de espurios (Glitch) se establecié para
la deteccién de problemas menores de
4 nseg y se puede observar que la marca
3 estd situada sobre un espurio (glitch)
con un ancho real de 1,88 nseg. Esta
informacion puede proporcionar mas
rapidamente una percepcion o una guia
de perfeccionamiento de los ajustes de
la blsqueda.

El campo “Total Marks” se muestra
en la parte inferior izquierda de la tabla e
indica que se han encontrado 64 espurios
(glitches) en esta forma de onda. Tam-
bién se puede observar que los valores
de "Time Delta” son esencialmente cons-
tantes y con una separacion de alrededor
de 250 nseg. Esto corresponde a una
frecuencia de 4 MHz que es reconocida
como una frecuencia de reloj basica en
este sistema. En la pantalla se puede ver
gue estos eventos se producen en modo
de rafagas y que no son continuos a lo

largo de la sefal, lo cual proporciona una
pista adicional.

Navegacion en la tabla

La tabla de marcas (Mark Table) se
puede utilizar para navegar rapidamen-
te de marca a marca. Al hacer clic en
cualquier fila de la tabla 1 el zoom se
desplaza a esa marca para mostrar mas
detalles. Los controles de “Previous/Next”
(anterior/posterior) permitir la navegacion
secuencial entre las marcas y la tabla de
las marcas (Mark Table) permite el acceso
aleatorio mediante el uso intuitivo del
raton o de la pantalla tactil.

Este ejemplo ha demostrado cémo
la funcion de busqueda y marcado pro-
porciona una cantidad significativa de
informacion adicional valiosa para la
investigacién de un aparente problema
de disefio. A continuacion, se mostra-
ran las capacidades avanzadas que pro-
porcionan una eficiencia y percepcion
adicional.

Controles de las
marcas
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El panel de control de marcas
proporciona otra manera de navegar
a través de ellas al mismo tiempo
qgue optimiza el area de visualiza-
cion de la forma de onda. La figura
8 muestra la pequefa ventana de
control de marcas en la parte infe-
rior de la pantalla (ver detalle en la
figura 9).

El campo “Description” propor-
ciona informacioén adicional acerca
de marcas especificas que pueden
ser editadas por el usuario. Por ejem-
plo, algunas marcas pueden ser de
especial interés o ser capaces de
inspirar nuevas ideas.

El campo “Description” puede
ser editado para capturar informa-
cion especifica o para proporcionar
orientacion a otros (figura 10). Las
marcas también pueden ser elimina-
das de los resultados, tal vez después
de examinarlas y determinar que no
son significativas.

Mark Description :
@ | Aligns with Frame Start

Busqueda multiple

Los fallos de la senal se produ-
cen a menudo de formas diversas,
pero a pesar de ello, tienen que ser
descubiertos e investigados. Los
sistemas de disparo se centran en
un conjunto de caracteristicas de
la sefial que se dan en un momen-
to determinado y excluyen otras
condiciones, por ello el aislamiento
de fallos diferentes requiere por
lo general el secuenciamiento de
disparos diferentes. La buUsqueda
y el marcado de Tektronix tienen la
habilidad de realizar multiples bus-
quedas simultdneamente de manera
que puedan detectarse con eficien-
cia multiples condiciones de fallos
sobre multiples sefiales.

La figura 11 muestra como se
aplican al mismo tiempo varios mé-
todos de busqueda de fallos a una
sefal. Una vez mas, la captura rapi-
da de formas de onda (FastAcq) ha
puesto de manifiesto algunos de los
problemas de la sefial, entre ellos los
flancos fuera de su lugar y las transi-
ciones ocasionales que permanecen
demasiado tiempo entre los umbrales
de decisién logica o que nunca se
completan.

* Octubre 2008

La funcién de busqueda en la
serie DPO70000 permite realizar has-
ta ocho busquedas simultdneamente
de forma que se puedan detectar
distintos eventos en una o mas for-
mas de onda. La figura 11 incluye
un ejemplo de budsqueda de espurios
(Glitch) como antes y ademas de
blUsqueda por ventana (Window)
que se utiliza para comprobar si las
transiciones tardan demasiado tiem-
po o no terminan de regresar a su
nivel de partida.

En la figura 12, se han selec-
cionado dentro de la paleta de bus-
quedas las funciones de busqueda
de espurios (Glitch) y de ventana
(Window) y aparecen en la tabla
de la derecha.

Se pueden definir hasta seis
busquedas mas y aplicarlas al canal
1 0 a otros canales. Esto permite a
los usuarios explorar multiples cana-
les para localizar multiples condicio-
nes de fallo sin tener que hacer una
reconfiguracién. En cada blsqueda
se pueden preparar configuraciones
diferentes, por ejemplo, se pueden
definir busquedas adicionales de
espurios (Glitch) en el CH1 pero con
diferentes umbrales o valores del
ancho del espurio.

La busqueda por ventana (Win-
dow) se define utilizando unos con-
troles similares a los de la busqueda
de espurios (Glitch). En la figura 13
se configura la ventana (Window)
para capturar sefales que entren
dentro de la region definida por los
umbrales superior e inferior y per-
manezcan en su interior mas de 5
nseg. Otras formas de la ventana de
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Figura 9.

Mark Description :
(Setcic) [ +Glitch: width=1.98rs
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Figura 13.
blusqueda pueden detectar las sefa-
les que salgan fuera de una regién
determinada, como puede ser el
caso de los sobreimpulsos positivos
0 negativos que superen los limites
nominales de la sefal.

La figura 14 muestra los resul-
tados obtenidos con la aplicacion
de estas dos busquedas. Hay que
advertir que la marca verde en la
parte superior de la pantalla indica
que se ha cumplido alguno de los
criterios de budsqueda. En este caso,
el usuario ha navegado hasta la ul-
tima marca para verla con un cierto
nivel de zoom aplicado.

Figura 10.
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La figura 15 es la tabla de resul-
tados (Results) para estas dos bus-
quedas. Hay que advertir que se han
encontrado una mezcla de eventos
mediante las funciones de busqueda
“Glitch” y "Window" junto con su
localizacién temporal y una informa-
ciéon descriptiva.

La lectura indica que se han colo-
cado un total de 13 marcas. Una vista
alternativa muestra un desglose por
tipo de marca, como se muestra en
la figura siguiente. Esta vista muestra
7 eventos de espurios y 6 de ventana
que estan presentes en la sefal del
canal 1 (Figura 16). Este resumen vi-
sual puede ser especialmente valioso
si la funcion de busqueda se aplica a
varios canales.

La funcion de busqueda multiple
proporciona una potente manera de
examinar la “salud de la sefal”. Por

ejemplo, se pueden explorar simulta-
neamente los canales 1, 2, 3y 4 para
localizar cualquier transicion >5 nseg
y cualquier pulso <10 nseg o explo-
rar las violaciones de los tiempos de
“Setup&Hold"” en multiples canales en
relacién a un canal de reloj. Esto pro-
porciona mayor eficiencia que el ana-

Results: Counts
Type Source Count
1 Glitch ch1 7
2  Window Ch1 6

lisis realizado buscando un fallo cada
vez y repitiéndolo sefial por sefial como
ocurre utilizando otros métodos.

Comparaciones
utilizando MultiView
Zoom™

Algunos tipos de andlisis depen-
den de la comparacion entre eventos
para descubrir las semejanzas y las
diferencias. En este ejemplo se loca-
lizaron varias violaciones utilizando
la busqueda por ventana (Window),
asi que dichas violaciones pueden
ser Utiles para compararlas y ver si
gracias a esto se obtienen ideas sobre
la causa raiz.

La figura 17 muestra un ejem-
plo en el que se utiliza MultiView
Zoom para comparar tres dife-
rentes secciones de una forma de
onda. Se ha utilizado la funcién
de busqueda para localizar areas
de interés dentro de la forma de
onda y la tabla de marcas propor-
ciona una forma répida de navegar
entre ellas. Los controles de “Bring
Zoom to Mark” situados en la parte
inferior de la pantalla simplifican
este proceso.

En este ejemplo, el usuario ha
seleccionado una fila en la tabla de
marcas correspondiente a un evento
de ventana (Window). Cada vez que
se selecciona una marca, la marca
se muestra en la vista del Zoom 1.
Al pulsar el botén ” Bring Zoom
to Mark: Zoom 2" el usuario hace
que también sea visible Zoom 2 en
el mismo lugar. A continuacién, se
ha seleccionado directamente otra
marca de la tabla o bien, utilizan-
do los botones “Previous/Next” el
Zoom 1 se desplaza a esa marca. La
vista de Zoom 2 sigue centrada en la
marca donde se colocd y la pantalla
muestra el contenido de ambos
puntos de vista de zoom.

Este proceso se ha repetido con
“Bring Zoom to Mark: Zoom 3" de
forma que las tres marcas se mues-
tren centradas en Zoom 1, Zoom 2
y Zoom 3. Por defecto las secciones
de la traza se superponen, pero en
esta figura su posicién vertical se ha
cambiado para separarlas y obtener
una mejor visibilidad.

La figura 18 ilustra cémo se
muestran las manecillas del zoom
en la vista principal para indicar
donde se encuentran las regiones
del zoomy la amplitud que cubren.
Las manecillas del zoom y sus trazas
se codifican mediante colores para
que puedan correlacionarse con
facilidad. Por ejemplo, la manecilla
del Zoom 1 es amarilla y la region
se coloca en el lado derecho de la
pantalla. La traza correspondiente
del zoom es también de color ama-
rillo como se ve en la parte més baja
de la vista.

Las marcas correspondientes al
lugar de aplicacién del zoom pue-
den ser graficamente seleccionadas
y arrastradas usando la pantalla
tactil o el ratén. La seleccién de la
marca de cada zoom (haciendo clic
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sobre él) causa que la posicién y
el factor de zoom (Zoom Position/
Zoom Factor) para esa regién se
asignen a los controles multi-pro-
pésito para facilitar el ajuste. Esto
es especialmente Util a la hora de
hacer pequefos ajustes para ali-
near el contenido de cada vista. Este
proceso se utilizd para alinear los
flancos estables presentes en cada
vista y compararlos con los de las
secciones inestables.

La figura 19 muestra las mismas
secciones pero superpuestas para su
comparacioén visual. La funcién de
busqueda proporciona una manera
conveniente de localizar los elemen-
tos que se desean comparar y los
controles del zoom proporcionan la
capacidad del ajuste fino.

Medidas precisas
de diferencias de
tiempos

La funcion de bldsqueda puede
facilitar la precisién en las medidas
de tiempos dentro de grandes in-
tervalos. En el siguiente ejemplo,
los datos se producen en trenes
de pulsos separados mas de 15us,
pero sélo duran unos 250 nseg.
La figura 20 muestra como se ha
utilizado la funcién de busqueda
para marcar cada tren de pulsos
y presentar las medidas de dife-
rencias de tiempos con gran pre-
cision.

En este caso, la busqueda
por ancho de pulso (Width) se
configurd para buscar los pulsos
negativos con un ancho definido
por el flanco de bajada de un tren
de pulsos y por flanco de subida
del tren de pulsos siguiente. Con
ese criterio se detectaron pulsos
negativos con un ancho superior
a 1us, lo cual identificé cada tren
de pulsos sin marcar los pulsos
mas estrechos existentes entre los
trenes de pulsos.

Se pueden utilizar multiples
ventanas de zoom, como en el
ejemplo de comparacién, para
proporcionar una referencia visual
y permitir el alineamiento de pre-
cisién de los puntos de referencia.
La diferencia de tiempo entre el
Zoom 1y el Zoom 2 se muestra
debajo de la tabla de marcas de
este ejemplo (15,920us).

* Octubre 2008
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Este ejemplo muestra también
como se puede utilizar la funcion
de busqueda para navegar conve-
nientemente entre eventos amplia-
mente separados.

El desplazamiento manual a
través de grandes registros de me-

moria puede llegar a ser tedioso y
frustrante.

Los métodos de busqueda
pueden transformar largos regis-
tros en almacenes de informacion
de alta precisién con acceso alea-
torio inteligente.
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Modos de funciona-
miento de las funciones
de buisqueda y marcado

Cuando esta activada la funcion
de busqueda y marcado, el proceso se
realiza después de cada adquisicién de la
forma de onda o cada vez que se cambia
la configuracién de la busqueda. Esto
interacttia con los modos de adquisicion
para crear diversos comportamientos
Utiles. Por defecto, la busqueda no afecta
a la adquisicion de la forma de onda. Se
trata simplemente de un proceso realizado
sobre los datos de la forma de onda. En
el modo de de adquisicion de datos en
secuencia Unica (Single Sequence) los
datos se digitalizan hasta que ocurre un
evento de disparo. Después del evento de
disparo la adquisicion de datos se detiene
y se conserva en la memoria de adqui-
sicion. Si la funcién de busqueda esta
activada y dirigida a canales en “vivo” o
mateméticos, se realiza una exploracion
de la informacion obtenida y se marcan
las coincidencias. La pantalla presenta
una imagen estatica de los datos adqui-
ridos y de las marcas. Esto hace que sea
facil examinar las marcas con mas detalle
utilizando el zoom y otras caracteristicas
como la base de datos que se mantiene
hasta que se solicita una nueva adqui-

sicién. Cuando la adquisicién se ejecuta
en el modo continuo (Run Continuous),
la funcién de blsqueda explora los datos
después de cada adquisicién y coloca las
marcas en la pantalla. En este modo se
recopilan datos nuevos con cada disparo
y €l proceso se repite continuamente ac-
tualizando las marcas correspondientes a
la forma de onda visualizada en “vivo”. De
esta manera las marcas se pueden utilizar
para resaltar continuamente las variacio-
nes de una forma de onda a otra.

La busqueda como
Pseudo-Disparo

La funcion de busqueda puede ser
utilizada de manera similar al sistema de
disparo para explorar los datos y detener la
adquisicion cuando se detecta un evento
de interés.

Detencion de la adqui-
sicion al hallar un evento

La funcidn de busqueda incluye un
modo opcional que detiene la adquisicion
de la forma de onda cuando se encuentra
un evento. Esto permite a la funcién de
busqueda actuar como un pseudo-dispa-
ro por medio del que los datos de la forma
de onda se adquieren y exploran utilizan-

do uno o mas métodos de busqueda. Si
se encuentra al menos una coincidencia la
adquisicion se detiene y las marcas indica-
ran las coincidencias. Si no se encuentran
se adquiere otro registro (suponiendo
modo de adquisicion continuo) y el pro-
ceso se repite. De este modo, la busqueda
puede utilizarse para explorar las formas
de onda en vivo 0 matematicas y actuar
como un pseudo-disparo. Este modo de
funcionamiento no tiene la vigilancia del
hardware de disparo, por lo cual se invierte
mas tiempo en la busqueda mediante un
post-proceso basado en software que en
la deteccion mediante un disparo basado
en hardware. Por otro lado, los métodos
de busqueda pueden ofrecer una mayor
flexibilidad y precision cuando los eventos
son lo suficientemente frecuentes.

Conclusion

Las funciones de busqueda y marca-
do junto con otras caracteristicas basicas
como el muestreo de alta frecuencia, la
memoria profunda de adquisicion,
la captura rapida de formas de onda
(FastAcq) y los disparos incluidos en
PinpointTM proporcionan la solucion
mas potente y eficaz para el andlisis
de la integridad de la senal y la depu-
raciéon del sistema.
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